
附件1
JEM-F200场发射透射电子显微镜

一、基本功能
1.可进行微观结构分析，拍摄明场像、暗场像、高分辨像、扫描透射高角环形暗场像；
2.可进行选区电子衍射和会聚束电子衍射，分析微区晶体结构、样品厚度以及材料应变场；
3.配备能谱仪，可进行微区成分分析；
4.具有三维重构功能，可获得样品的三维形貌信息。

二、技术指标
1.TEM线分辨率：0.10 nm@200 kV，点分辨率：0.23 nm@200 kV；
2.STEM-HAADF点分辨率：0.16 nm@200 kV；
3.能谱仪（EDS）能量分辨率：136 eV。

三、仪器特色
1.搭载冷场发射电子枪，最高分辨率达0.1 nm；
2.能够实现自动进出样品杆；
[bookmark: OLE_LINK1]3.配有双探头超级能谱仪（探头面积200 mm2），能够在任意样品倾角下实现快速高精度的EDS分析；
4.搭载有RIO16高速相机，成像质量更高。
附件2
学生导师知情书
为了缓解测试的需求，提高电镜共享使用效率，请参加培训认证的学生及其导师认真阅读以下内容并签字：
1.掌握好电镜的操作技术相对于其他仪器设备有一定难度，并需要细心和不断实践提高，请根据自身情况选择培训，培训期间学生不得中途退出。
2.完成培训后，电镜中心将甄选优秀学员承担每周约3小时对外值机任务；并可预约电镜的非工作时间段使用电镜，享受优惠价格。
3.在不影响自身学业的情况下，组内部分测试工作由完成培训的学生承担；该学生退出本组服务时间不得早于毕业前半年，其他时间退出将影响本课题组使用本仪器。
4.完成培训并认证为自测用户后，半年内未使用该电镜，将取消自测用户的资格。
5.在完成培训后，学生独立上机时，请严格遵守操作规程，如违反操作规定造成电镜人为损坏，将由本课题组承担相关维修费用。

我已阅读相关要求规定，同意参加培训。

学生（签字）：                     电话：                 
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导师（签字）：                     日期：                 
